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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS DE MESURE ET DE COMMANDE DE PROCESSUS -
METHODES ET PROCEDURES GENERALES D’EVALUATION
DES PERFORMANCES -

Partie 2: Essais dans les conditions de référence

AVANT-PROPOS

e rapport
ayant abouti a 'approbation de cette norme.

mondiale de |normalisation
nationaux deyla CEl). La CEl a
is@tion dans les

La CEl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisatio
composée de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comité

domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl, entrg S ité ip des Normes
internationales. Leur élaboration est confiée a des comités d'études\au guelf tout Comité
national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisafions\nte i rhementales et
non gouvernementales, en liaison avec la CEl, partacnpenl égalementa aux, El collabore

étroitement avec I'Organisation Internationale de Normaliséatis onditions fixées par
accord entre les deux organlsatlons

Dans le but d’encourager l'unificat
a appliquer de fagon transparente, /@
dans leurs normes nationales et
nationale ou régionalg

et la norme

a Norme jinte i igpositifs, du
bmité d’s 3 els.
e texte d st isst des documents suivants:
DIS Rapport de vote
65B/229/DIS 65B/248/RVD

ote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information|sur le vote

La CEIl 1298 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Dispositifs
de mesure et de commande de processus — Méthodes et procédures générales
d'évaluation des performances:

—~ Partie 1: Généralités

—~ Partie 2: Essais dans les conditions de référence

~ Partie 3: Essais pour la détermination des effets des grandeurs d’influence
— Partie 4. Contenu du rapport d’évaluation

L'annexe A est donnée uniquement a titre d'information.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

PROCESS MEASUREMENT AND CONTROL DEVICES -
GENERAL METHODS AND PROCEDURES
FOR EVALUATING PERFORMANCE -

Part 2: Tests under reference conditions

FOREWORD

Thei preparatlon is entrusted to technical committees; any IEC Natlo 3
the [|subject dealt with may participate in this preparatory work,
non-governmental organizations liaising with the IEC also particip

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical/matters : i itfees on
which all the National Committees having a special xntere arly as
possjble, an international consensus of opinion on the su

3) They|have the form of recommendations f&r 23 (foly ! pblished i 3 form of standards, tgchnical
reports or guides and they are accepted b i i at’sense.

4) In orgler to promote international unification, ation i sfidertake to apply IEC Intergational
Stanfards transparently to the maximum/extent possi i eir national and regional standards. Any
divengence between the IEC Standard and the jonal or regional standard shall be|clearly
indicpted in the latter.

Interngtional Standard IE 29 - prepared by sub-committee 65B: Deviges, of

IEC teghnical ¢ ittee 65: 1 éss measurement and control

The text of this rd is based on the following documents:

DIS Report on votin
o m—

2 65B/229/DIS 65B/248/RVD

Full imErmation o e voting for the approval of this standard can be found in the feport
on voting.indicated in the above table

IEC 1298 consists of the following parts, under the general title Process measurement and
control devices — General methods and procedures for evaluating performance:

— Part 1: General considerations

— Part2: Tests under reference conditions

— Part 3: Tests for the effects of influence quantities

— Part 4: Evaluation report content

Annex A is for information only.
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INTRODUCTION

La présente Norme internationale n’est pas destinée a remplacer les normes existantes
mais a servir de document de référence pour I'élaboration de futures normes, tant par
la CEl que par d’autres organismes de normalisation, dans le domaine de I’évaluation de
I'instrumentation des processus. Lors de la révision des normes existantes, il conviendra
de prendre en compte la présente norme.

Lors de I'établissement de futures normes, il y aura lieu de respecter les éléments
normatifs suivants:

— Toute méthode ou procédure d'essai figurant déja dans cette_ norme sera spécifiée
et décrite dans la nouvelle norme en faisant référence a larticle. apprpprié de la
présente norme.

— Toute méthode ou procédure particuliére, qui n’est gas\trai tte norme,
s indiqués

— Tout écart fondamental ou important par rappor \ e la présente norme
sera distinctement identifié et justifié, s'il estj dui : 8
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INTRODUCTION

This standard is not intended as a substitute for existing standards, but is rather intended
as a reference document for any future standards developed within the IEC or other
standards organizations, concerning the evaluation of process instrumentation. Any
revision of existing standards should take this standard into account.

This common standardized basis should be utilised for the preparation of future relevant
standards, as follows:

— Any test method or procedure, already treated in this standard, should be specified
and described in the new standard by referring to the corresponding clause of this
standard.

d be

9( as

Id be

— Any particular method or procedure, not covered by this
devéloped and specified in the new standard in accordance wi
theyl are applicable, stated in this standard.

— Any conceptual or significant deviation from the conten
clearly identified and justified if introduced in a new sta

®
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DISPOSITIFS DE MESURE ET DE COMMANDE DE PROCESSUS -
METHODES ET PROCEDURES GENERALES D’EVALUATION
DES PERFORMANCES -

Partie 2: Essais dans les conditions de référence

1 Domaline d’application

La présente Norme internationale spécifie les méthodes et procédures générales pour
I'exécution des essais portant sur les caractérlsthues fonctlonnelles et les caractéris-

pone quel

our les dispositifs nécessntant des essais spécua
conjonction avec la norme spécifiant ces essais
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Les documents normatifs suiviants-contis es dispositions qui, par $uite de la
r¢férence qui y est fai i ' G ns valables pour la présente [partie de la
El 1298. Au mo Rent™de la pubhication gditions indiquées étaient en vigueur. Tout

cument normag

€sente partie|de\la 3 invitées a rechercher la possibilité d’appliquer les
itions | u € s mepts normatifs indiqués ci-aprés. Les mefbres de la
QEl et de istre™des documents normatifs en vigeur
QEl 546-1198 ~ ¢ signaux analogiques utilisés pour les systémes |de conduite
des processt S S remiére partie: Méthodes d’évaluation des performgnces

GEI 902 cure et commande dans les processus industriels — Termes gt définitions

990, Régles de sécurité pour appareils électriques de mesuragde, de régu-
tion-et de Taboratoire — Partie 1: Prescriptions générales
mendement n° 1 (1992)

CEl 1298-1: Dispositifs de mesure et de commande de processus — Méthodes et pro-
cédures générales d’évaluation des performances — Partie 1: Généralités

3 Définitions

Les définitions suivantes s'appliquent pour les besoins de la présente partie de la
CEl 1298. Les définitions marquées d’un astérisque (*) sont identiques a celles données
dans la CEl 902, mais comportent des notes additionnelles.
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PROCESS MEASUREMENT AND CONTROL DEVICES -
GENERAL METHODS AND PROCEDURES
FOR EVALUATING PERFORMANCE -

Part 2: Tests under reference conditions

1 Scope

This Internations! Standard specifies general methods and procedures for conducting tests
and reportmg on the funcuonal and performance charactenstlcs of process measurement

this
, the

bntrol

Amendment No. 1 (1992)

IEC 1298-1: Process measurement and control devices — General methods and pro-
cedures for evaluating performance — Part 1: General considerations

3 Definitions

For the purpose of this part of IEC 1298 the following definitions apply. Those marked with
an asterisk (*) are identical with those given in IEC 902, but that document has additional
notes.
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3.1 DE: Dispositif essayé.

3.2 grandeur (variable)*: Grandeur ou condition dont la valeur peut se modifier et qui
peut en général étre mesurée (par exemple température, débit, vitesse, signal, etc.).

3.3 signal*: Grandeur physique dont un ou plusieurs paramétres sont porteurs
d’informations sur une ou plusieurs autres grandeurs que le signal représente.

3.4 étendue*(domaine): Gamme des valeurs comprises entre les limites inférieure et
supérieure de la grandeur considérée.

3.5 intervalle*: Différence algébrique entre les limites supérieure et inférieure d’une
étendue déterminée.
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non-répétabilité: Voir définition de I'erreur de répétabilité dans la CEl 902.

3.13 hystérésis*: Propriété qu’'a un instrument ou un appareil de mesurage de donner
différentes valeurs de sortie pour les mémes valeurs d’entrée selon le sens dans lequel
ces derniéres ont été appliquées successivement.

3.14 zone d’insensibilité (zone morte)*: Etendue finie de valeurs dans laquelle une
variation de la grandeur d’entrée n’entraine pas de variation perceptible de la grandeur de
sortie.

3.15 ajustabllité: La plus faible variation possible de la valeur de sortie produite par un
changement sur le mécanisme de réglage.
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3.1  DUT: The device under test.

3.2 varlable*: A quantity or condition whose value is subject to change and can usually
be measured (e.g., temperature, flow rate, speed, signal, etc.).

3.3 signal*: Physical variable, one or more parameters of which carry information about
one or more variables which the signal represents.

3.4 range*: Region of the values between the lower and upper limits of the quantity
under consideration.

3.5 span*. Algebraic difference between the upper and lower limit values of a given
range.

3.6 set point*: A signal representing the reference variable.

NOTE - It may be manually set, automatically set, or programmed.

3.7 lpaccuracy*: Maximum positive and negative dev cified charac-
teristic |curve observed in testing a device under sp S Nons and’by a specified
procedure.

3.8 bf the

NOT
ally

gener-

3.9 maximum measu 3 : \ itive f the
averag : s

3.10

NOTE

3.11
NOTE
1 Ui
2 |

3.12 nhon-repeatability: See definition of repeatability error in IEC 902.

3.13 hysteresis: Property of a device or instrument whereby it gives different output
values in relation to its input values depending on the directional sequence in which the
input values have been applied.

3.14 dead band*: Finite range of values within which variation of the input variable does
not produce any noticeable change in the output variable.

3.15 adjustability: Smallest possible change in output produced by a change to the
adjusting mechanism.
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3.16 temps mort*: intervalle de temps compris entre l'instant ol I'on provoque une
variation d'une grandeur d'entrée et l'instant ot débute la variation corrélative de la
grandeur de sortie (voir CEl 902, figure 1-2).

3.17 temps de montée*: Pour une réponse indicielle, intervalle de temps compris entre
I'instant ou le signal de sortie, partant de la valeur zéro, atteint une fraction spécifice et
faible (par exemple 10 %) de sa valeur de régime finale et I'instant ou il atteint pour la
premiére fois une fraction spécifiée et forte (par exemple 90 %) de cette méme valeur de
régime (voir CEI 902, figure 1-2).

3.18 durée d’établissement: Intervalle de temps entre l'instant d'une variation en
échelon d’'une grandeur d’entrée et llnstant ou ia variation de Ia grandeur de sortie ne
ée—C vate 3 e—permanent.

jariation en
pint pour la
e 1-2).

b la valeur
mier ordre,

321 taux de dépassement nLaximaI sur
1q valeur finale en régime permane % de la
différence entre les valeurs finalg'et initiale &

3[22 événementd : nu ispositif ou

enant dirant une évaluation, et nécessitant une inter-

ication des essais a effectuer et des conditions de
accord entre le fabricant, le laboratoire djessai et le

(%]

25 précei

[¢]

Lorsqu'il y a des commutations détendues ou des reglages par cadran (par exemple
réglage de gain), les essais doivent étre répétés pour couvrir toutes les étendues ou tous
les rélages. Lorsque le DE est fourni réglé pour l'utilisation, le premier groupe d’essais
doit étre effectué sans réglage.

4111 Critéres

Les mesures doivent étre effectuées sur les dispositifs fonctionnant avec le nombre
minimal de réglages d'étalonnage nécessaires pour déterminer les performances du dis-
positif pour tous les réglages nécessaires en exploitation et exigés par le programme
d'essais (voir article 5 de la CE! 1298-1).


https://iecnorm.com/api/?name=7590313a04f1a47d10512327aca79354

1298-2 © IEC:1995 -13 -

3.16 dead time*: Time interval between the instant when the variation of an input
variable is produced, and the instant when the consequent variation of the output variable
starts (see IEC 902, figure 1-2).

3.17 rise time*: For a step response, the time interval between the instant when the
output signal, starting from zero, reaches a small specitied percentage (for instance 10 %)
of the final steady-state value, and the instant when it reaches for the first time a specified
large percentage (for instance 90 %) of the same steady state value (see IEC 902,
figure 1-2).

3.18 settling time: Time interval between the step change of an input signal, and the
instant when the resultmg vanatnon of the output signal does not deviate more than a

specifi f1%
is adoj

3.19 tTi i i i stem for
the ch i i 9 state
value {

3.20 of the
output

3.21 : S $ s transient deviatiop from
the fin 3 rence
betwegn the final and the original steady stateahes

3.22 ertent
damage occurring duringhan valuatl i i i ice manu-
facturdr.

3.23 ([test pro ions for
each test, agreed § rluser
before|the evaly4

4 Ac

4.1

411 j anges for test

Where there are switched ranges or dial settings (€.g9., gain), the tesis shall be repeated to

cover all ranges or settings. Where the DUT is supplied calibrated for use, the first set of
tests shall be carried out without adjustment.

4.1.11  Criteria

The measurements shall be performed with the devices operating at the minimum number
of calibration settings necessary to establish the device performance in all required
operational settings required by the test programme (see clause 5 of IEC 1298-1).
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L’essai d’un dispositif possédant une large plage de réglage tant de l'intervalle que de la
valeur inférieure de I'étendue peut nécessiter un nombre d’'essais impossible a réaliser
dans la pratique. Dans ce cas on doit effectuer des essais préliminaires pour déterminer
I'influence du changement des réglages d’intervalle et de valeur inférieure d'étendue sur
la caractéristique mesurée. Ceci devrait permettre d'éliminer certains essais du
programme d’essai lorsque la caractéristique peut étre déduite de fagon fiable d'un
nombre plus réduit d'essais. Par exemple, il se peut que I'hystérésis ne soit pas notable-
ment sensible au choix de la valeur inférieure et supérieure de I'étendue si l'intervalle
reste constant et on peut souvent la déduire, pour différentes valeurs d'intervalle, de
mesures effectuées avec un seul réglage d'intervalle.

Toutefois le rapport doit préc:ser clairement les valeurs correspondantes des paramétres
----- précnsnons

essais de
X valeurs A,
is que les

Généralement, sauf stipulation contraire dans le progra

a valeur inférieure de I’étepdue

\& . . )/ 3 Suppression et/ou
ype d Essi Intervalle réglable &lévation de zéro
%yaluati@ée\pe\rk(n}aqze> A B
TSN

E%Mviaﬁél\\ Série c D
E&iais\grz‘sbépﬁflonnage

P

ervalle réglé aux valeurs maximale et minimale spécifiées par|le fabricant
t &’une valeur intermédiaire.

Réglage B — Les essais seront normalement effectués avec un seul réglage fle la valeur
inférieure de I'étendue, sans suppression ni elevation, mais il peut étre
nécessaire d'effectuer d’autres essais aux réglages minimal et maximal si
on observe des effets importants.

Réglage C — Sauf stipulation contraire dans le programme d'essais, l'intervalle doit étre
laissé comme réglé par le fabricant.

Réglage D — Sauf stipulation contraire dans le programme d’essais, la valeur inférieure
de I'étendue doit étre laissée comme réglé par le fabricant.
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Testing of a device which has provision for substantial adjustment of both span and lower
range value may require an impractically large number of tests. In such a case, pre-
liminary tests shall be conducted to determine the effect of changing span and lower range
value adjustments on the characteristic being measured. This should enable some tests to
be eliminated from the test programme in cases where the characteristic can be inferred
reliably from fewer tests. For example, hysteresis may not be significantly affected by
selection of the lower and upper range value if the span is held constant, and often may
be inferred for different spans from measurements at a single span setting.

However, the report shall indicate clearly relevant values of the measured parameters for
each setting of the adjustments, so that the values of inaccuracy, hysteresis, etc, can all
be referenced to the same adjustment of the device.

4.1.1.2| Setting of span and lower range value adjustments

Generglly, unless otherwise specified in the test programme,he blated

factors| shall be carried out with the adjustments set at i listed

below, |and in accordance with table 1 whenever the sps s ¢ value
adjustments are adjustable further than the adjustments for{he a ]ces.
NOTE - For tests of dynamic behaviour, functional opriate
clauges of this standard.
Table 1 — Settings of sp@an a@ e ge value adjustments
I\~ )
. . Zero suppression
N‘Nﬁ (\\We/span and/or elevation
}é@rr&&nce e@}a&ion\ \> A B
Rufine tosts \ NN\ c D
Samplotest N~/

Setting A~ n\adjustinent set at the maximum and minimum values specified by the

anufacturér, and at one intermediate value.

Setting B> Normally, tests will be done at only one setting of lower range value, Without
SUppression or elevation, but fUrther tests at minimum and maximunT settings
may be required if the effects are significant.

Setting C — Unless otherwise specified in the test programme, the span shall be as set by
the manufacturer.

Setting D — Unless otherwise specified in the test programme, the lower range value shall

be as set by the manufacturer.
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4.1.2 Cycles de préconditionnement

Avant de noter les résultats observés, le DE doit étre préconditionné (voir 7.12 de la
CEl 1298-1) et doit étre soumis & trois balayages de toute I'étendue dans chaque sens.

4.1.3 Nombre de cycles de mesure et de points d’essai

On doit vérifier les performances du DE sur toute I’étendue pour des valeurs croissantes
et décroissantes.

Afin de se conformer & 5.2 de la CEl 1298-1, le nombre de cycles de mesure et de points
d essat dont étre aussn faible que possnble Le nombre et Iemplacement des points d'essai
désiré ainsi que la

our chaque
ue lorsque

-

on du type
ispositif, les

Q.

formes aux
$pécifiés de
ctués pour

[Des ‘essajs\g i iveRt " également étre effectués pour mettre en épidence les
drreurs d'a gle de vue
limite avant e igsement doit

‘échelle aprés
au 2).

Pnicommence par élaborer un sugnal d entree égal a la valeur inférieure de I'é{endue, puis
omaugmente—tenteme e—signat—d se—pour—atteindre—sans—te—dépasser, le premier
point d’essai; aprés un temps de stablllsatnon approprié, on note la valeur des signaux
d'entrée et de sortie correspondants.

On augmente ensuite le signal d’entrée lentement pour atteindre, sans la dépasser, la
valeur du point d'essai suivant, et aprés un temps de stabilisation, on note la valeur
correspondante du signal de sortie.

On recommence l'opération pour toutes les valeurs prédéterminées jusqu'a 100 % de
l'intervalle d’'entrée. Aprés avoir effectué la mesure en ce point, on réduit lentement le
signal d’entrée a la valeur d’essai juste en dessous de 100 % de l'intervalle d’entrée puis
A toutes les autres valeurs en redescendant jusqu'a 0 % de lintervalle d’entrée, ce qui
termine le cycle de mesure.
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4.1.2 Preconditioning cycles

Prior to recording observations, the DUT shall be preconditioned (see 7.12 of IEC 1298-1)
and shall be exercised by three full range traverses in each direction.

4.1.3 Number of measurement cycles and test points

The performance of the DUT shall be verified over the full range for increasing and
decreasing values.

Taking into account the economic aspects outlined in 5.2 of IEC 1298-1, the number of
measurement cycles and of test points shall be the lowest possible. The number and
location of the test points shall be consistent with the kind of test, the degree of accuracy
desired, and the characteristic being evaluated.

The nmber of increasing and decreasing test points shall be ¢
determjned test point, with the exception of 0 % and 100 %,
going downscale or upscale.

The ny|

wall be performed to the first significant value of the scalg

0 % of input span — see table 2).
Initially, input
signal 4 er an

adequate stablllzatlon penod the value of the correspondmg input and output sxgnal is
noted.

Then the input signal is slowly increased to reach, without overshoot, the value of the next
test point and, after a stabilization period, the corresponding value of the output signal is
recorded.

The operation is repeated for all the predetermined values up to 100 % of the input span.
After measurement at this point, the input signal is slowly brought down to the test value
directly below 100 % of input span, and then to all the other values in turn down to 0 % of
input span, thus closing the measurement cycle.
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Tableau 2 -~ Nombre de cycles de mesure; nombre et emplacement

des points d’essai

Nombre de Nombre de Emplacement
Type d’essai cycles points des points d'essai
de mesure d'essai (en % de l'intervalie d’entrée)
Evaluation de performance 30us 6 0-20-40-60-80-100
Essais de type 11 0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100
Essais individuels de série 1 5 0-25-50-75-100
Essais par échantillonnage

1.6 Traitement des valeurs mesurées

différence entre les valeurs du signal de sortie obtenues
ur chaque balayage montant et descendant et les vale
enregistrées comme étant les erreurs de sortie.

our chaque point de mesure,
erreurs en montant et en descen cles successifs pour obtenir

ne de ces deux valeurs éta

nts d’essai
antes sont

e de sortie
réglable) il
le d'entrée

Bs pour les
les valeurs
ht la valeur

tableau 3),
ure 1).

rs liés a la
' pas sur la
crites dans

a la valeur
pque cycle

d’essai pris séparément. L'imprécision est exprimée dans le rapport en pour-cent de

I'intervalle de sortie idéal.

4.1.7.2 erreur mesurée: On détermine I'erreur mesurée & partir du tableau 3

en choisis-

sant la plus grande valeur positive ou négative dans les erreurs moyennes mesurées en

montant et en descendant.

4.1.7.3 non-linéarité: Pour les dispositifs présentant une relation entrée/sortie linéaire,

on détermine la non-linéarité a partir de la courbe tracée en utilisant la moy

enne totale

des erreurs moyennes mesurées en montant et en descendant (voir tableau 3 et figure 1).
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Table 2 - Number of measurement cycles and number and location of test points

Number of Number Location of
Kind of test measurement of test test points
cycles points {% of input span)
Performance evaluation 3or§ 6 0-20-40-60-80-100
Type tests 11 0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100
Routine tests 1 5 0-25-50-75-100
Sample tests

4.1.6 | Processing of the measured values

The di s for
eachu d as
the out

The er prtain
devices ient to
express

For ea sive >cycles for upscalg¢ and
downsg scale
values

All the prage
values

4.1.7 |Determi ' ctors

Becaus asurements (see 4.1.3), the accuracy related factors
shall b he €rrors in a mathematically simple way, and not qn the
basis { he different methods of treatment are described in the
followi

4.1.71 : TRaccuracy is determined from table 3 by selecting the greatest
positiv deviations of any measured value from the ideal value for increlasing

and degreéasing mpts for any test cycle separately, and reporting this in percent of|ideal

output

e

4.1.7.2 measured error: Measured error is determined from table 3 by selecting the
greatest positive or negative value from the average upscale errors and the average down-
scale errors.

4.1.7.3 non-linearity: For devices that have a linear input/output relationship
non-linearity is determined from the curve plotted using the overall average of corre-

spondi

ng upscale and downscale average errors (see table 3 and figure 1).

, the
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La non-linéarité est I'’6écart maximal positif ou négatif entre la courbe moyenne et la droite
sélectionnée, exprimée en pour-cent de I'intervalle de sortie idéal; elle est indépendante
de la zone d’insensibilité (zone morte) et de I'hystérésis.

a) Non-linéarité réduite aux extrémités

On détermine la non-linéarité réduite aux extrémités en tragant une droite qui coincide
avec la courbe moyenne d’'étalonnage a la valeur supérieure de I'étendue et a la valeur

inférieure de I’étendue.

NOTE - Ce n'est que pour l'étalonnage en atelier et les réglages en service que la non-linéarité réduite
aux extrémités présente un intérét pratique. On utilise parfois d'autres expressions de la non-linéarité.

b) Non-linéarité indépendante

O détermine @ non-iméarite imdependante—en—tragant—une
courbe moyenne de fagon a minimiser I'écart maximal. Il n'est

droite soit horizontale ou passe par les extrémités de la co
¢) Non-linéarité réduite au zéro

On détermine la non-linéarité réduite au zéro en trags
courbe moyenne d’'étalonnage a la valeur inférie
I'écart maximal.

vers de la
ire que cette
alonnage.

ide avec la
Ii minimise

Tableau 3 - Tableau % ?\ dispositif
1er cycle 2éme vycle SéW Moyenne de toys Moyenne
L les cycles totale
( Erreur (él\‘%\{e I'intervalle idéal)
Entrée Valeur Valeur Va Valeu M Valeur Moyenne Moyqnne Erreur
o descen® descen- descen- desgen-
en % montante ofitante ortante montante moyenne
do Finter- dante ante dante darjte
valle % PN N % (O N % % % o4 %

0 -o\{m 2\ \\o,/& 0,06 045 | -0.050
10 +0,06 <+0\1{ }8@& )+0,15 +0,05 +0,16 0,05 0,15 0,100
20 \N (50.08) +0,09 0,10 0,25 0,175
30 +<X{1 \‘N'O' 4 }o,og +0,25 +0,10 | 4 +0,26 0,10 0,25 0,175

3 X
40 _\o,a§ \w,w 0,07 +0,15) | -0,04 +0,17 -0,05 0,15 0,050
N
50 -0, 0,02 -0,16 +0,01 -0,13 +0,01 -0,15 0,00 -0,075
60 0,27 -0,12 -0,25 -0,10 -0,23 -0,08 -0,025 -0,}0 -0,175
70 (-0,32) -0,17 -0,30 -0,16 -0,28 -0,12 (-0,30) -0,15 -0,225
80 -0,27 -0,17 -0,26 -0,15 -0,22 -0,13 -0,25 -0,15 -0,200
20 -0,16 -0,06 -0,15 -0,05 -0,14 -0,04 -0,15 -0,05 -0,100
100 +0,09 +0,11 +0,10 0,10 0,100
Non-répétabilité = 0,05 %
Erreur maximale mesurée = -0,30 %
Hystérésis = erreur d’hystérésis
+ zone morte = 0,22 %

~0,32 % Imprécision +0,26 %
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The maximum positive or negative deviation between the average curve and the selected
straight line, expressed in percent of ideal output scan, is the non-linearity, and is
independent of dead band and hysteresis.

a) Terminal based non-linearity

Terminal based non-linearity is determined by drawing a straight line so that it
coincides with the average calibration curve at the upper range value and at the lower
range value.

NOTE - Where calibrations in workshops and adjustments in the field are made, only terminal based
non-linearity is of practical interest. Other expressions of non-linearity are sometimes used.
b) Independent non-linearity

independe or-inearity is deternmined by drawing—2a 210 e caals e—average
curve in such a way as to minimize the maximum deviation. It is not\pecessagy, that the
straight line be horizontal, or pass through the end points of the average calibratiorregrve.

c) ZLero based non-linearity

anthat it coincides
d mivimizes the

Zerq based non-linearity is determined by drawing a straig
with| the average calibration curve at the lower range x

maximum deviation.
Table 3 — Typical t%de i eﬁr S

S

1st cycle 2nd cyc 3rd\>yc\leJ Average of Total
the cycles average

Error (n %\of ideal span)

Input Up Down Up Dob\ Down Up Down Average
in % actual actual tgal astual ctyal actual actual average error
span % % N % ] % % % % %

0,06 -0,058 -0,050

s
5745

oo
A4
10 +0,06 éh\ +0, \},15 +0,05 +0,16 0,05 0,15 0,100
2\,

20 ﬁ)o\\zs\ +0,09 0,10 0,25 0,175

e
0

30 +0, %2\ @09 +0,25 +0,10 | 440,26 0,10 0.25 0,175
. S
40 Q0,0 \%3 -0,07 +0,15) -0,04 +0,17 -0,05 0,15 0,050
50 -0,18 >O>02 -0,16 +0,01 -0,13 +0,01 -0,15 0,00 -0,075
N\
60 20,27 -0,12 -0,25 -0,10 -0,23 -0,08 -0,025 -0,1d -0,175
70 | (03 || -017 -0,30 -0,16 -0,28 0,12 -0,15 | -0,225
80 -0,27 -0,17 -0,26 -0,15 -0,22 -0,13 -0,25 -0,15 -0,200
90 -0,16 -0,06 -0,15 -0,05 -0,14 -0,04 -0,15 -0,05 -0,100
100 +0,09 +0,11 +0,10 0,10 0,100
Non-repeatability = 0,05 %
Maximum measured error = -0,30 %
Hysteresis = 0,22 %
= hysteresis error + dead band

lnaccuracy = -0,32 % +0,26 %
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Ecart en % de l'intervalle
de sortie idéal
0.3 1 |

Moyenne descendante @ non-linéarité indépendante = £ 0,18 %
@ non-linéarité réduite aux extrémités = £ 0,28 %
0,2 Moyenne @ non-linéarité réduite au zéro = + 2,1 %
/4t
'/ A Y
R \
, .

o /,' / ., \Droite basée sur IeW-
) N | /
. 1 3 \' / ]
!/ l/ — % Droite b{gé&\\ss(leXé\ro /
o .1 o .\ :‘
/ - [—— *
A) B L
0.1 - s -
Moyenne montante \* > R4 /
¢
N .
. ;
0,2 : W —
N

0 10 0 \4\O> 0 60 70 80 a0 100
% de l'intervallg d'entrée
CEl 664195

Figure 1 — Courbes d’erreur

é: Le terme de non-conformité (non-conformité réddite aux ex-
ndépendante et non-conformité réduite au zéro) ne [devrait étre
as dispositifs présentant une relation entrée-sortie non Il{néaire (par

ation et la présentation de la non-conformité s’'effectue par [les mémes
éthiodes que pour la non-linéarité.

4.1.7.5 hystérésis: On détermine I'hystérésis directement a partir des valeurs d’'écart
indiquées au tableau 3. C’est la différence entre les valeurs de sortie mesurées consécutive-
ment en montant et en descendant pour un seul cycle d’essai au méme point d’essai.

La valeur maximale observée sur tous les cycles d'essai est consignée et doit étre
exprimée en pour-cent de I'écart de sortie idéal. Si cela est demandé, I'erreur d’hystérésis
peut étre déterminée en soustrayant la valeur de la zone d'insensibilité de la valeur corres-
pondante de I'hystérésis pour un point de mesure donné; sa valeur maximale peut étre
exprimée en pour-cent de 'intervalle de sortie idéal.

NOTE - La zone d'insensibilité peut étre déterminée par un essai de zone d'insensibilité classique tel que
celui qui est décrit en 4.2.2.
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Deviation, percent of ideal
output span

0,3
' | I
Downscale average @ independent non-linearity = £ 0,18 %
@ terminal based non-linearity = £ 0,28 %
0,2 Average @ zero based non-linearity = £ 2,1 %
VRIS
7z \

o,
’ ., Terminal based straight line
l. L1 \ /3
,: 1 3 \. / 4
4 Zero based strgigh Ix e /
D .' E’ .\ .‘
A .
Y. (2 de e # -
AN
K
4

0,ft <> traight\line
Upscale average \}\/
G
a n& N

./
V4
0.p \ g —
N \

(O .
\_}0 60 70 80 20 100

Percent input span

IEC 664195

term non-conformity (terminal based non-conformity,|inde-
zero based non-conformity) should be used for ddvices
put-output relationship (e.g., logarithmic, square root, etc.)

4.1.7.4
pende
which
The ndn-confo determined and presented using the same procedures gs for
non-linTarity.

4.1.7.5 hysteresis: Hysteresis is determined directly from the deviation values shown in
table 3, and it is the difference between consecutive upscale and downscale outputs for
any single test cycle at the same test point.

The maximum value observed from all the test cycles is reported, and shall be expressed
as percent of the ideal output scan. If required, hysteresis error may be determined by
subtracting the value of dead band from the corresponding value of hysteresis for a given
measured point; its maximum value may be reported in percent of the ideal output scan.

NOTE - Dead band may be determined by a conventional dead band test as described in 4.2.2.
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4.1.7.6 non-répétabilité: La non-répétabilité est la différence algébrique entre les
valeurs extrémes obtenues en effectuant un certain nombre de mesures consécutives de
la valeur de sortie pendant une courte période, pour la méme valeur d'entrée, dans les
mémes conditions de fonctionnement, en allant dans le méme sens, pour des balayages
de toute I'étendue.

La non-répétabilité s’exprime généralement en pour-cent de l'intervalle de sortie idéal et
ne comprend pas 'hystérésis.

La non-répétabilité est déterminée directement a partir du tableau 3. On observera la diffé-
rence maximale, en pour-cent de l'intervalle de sortie ideal, entre toutes les valeurs de
sortie pour une seule valeur d’'entrée, en considérant séparément les courbes de mesure
AsSTeNgd S El Q¢ ergd e vaicu X e obtengea partit &€ vdigurs ascen-

jantes ou des valeurs descendantes est la non-répétabilité.

1.8  Présentation des résultats

$és dans le
igure 1. Ces

ystérésis et
ent 4 4.1.7 et prés¢gntées sous

e fabricant
bes & partir

ou

is et zone

4121 Choix des étendues pour 'essai et le préconditionnement

On mesure la zone d'insensibilité en utilisant les mémes étendues et le méme précondition-
nement que pour la détermination des facteurs liés a la précision comme indiqué en 4.1.1
(tableau 1) et 4.1.2.

4.2.2 Procédure de mesure

A moins que la zone d’insensiblité soit faible, on doit la mesurer de la fagon suivante.
On doit mesurer la zone d'insensibilité trois fois & chacun des trois points d’essai suivants:
10 %, 50 % et 90 % de l'intervalle, en procédant de la fagon suivante:

a) augmenter lentement la grandeur d’entrée sur le DE jusqu’a ce qu’on observe un
changement perceptible de la valeur de sortie;
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4.1.7.6 non-repeatability: The non-repeatability is the algebraic difference between the
extreme values obtained by a number of consecutive measurements of the output over a
short period of time, for the same vaiue of the input, under the same operating conditions,
approaching from the same direction, for full range traverses.

Non-repeatability is usually expressed in percentage of ideal output span, and does not
include hysteresis.

Non-repeatability is determined directly from table 3. Observe the maximum difference in
percent of the ideal output span, between all values of output for any single input value,
considering upscale and downscale curves separately. The maximum value from either
upscale or downscale value is reported as non-repeatability.

4.1.8 | Presentation of the results

The repults of measurements made during the tests shall be presented) in™the repoprt by
including figures corresponding to table 3 and figure 1. THese figuxes\shall beincludied in
the tes} report. -

The v hysteresis| and
non-rej \and tabulated in the test
report.
The cdrresponding values of the accu ad factors specified by the manufagturer
shall b 2
Note ttjat the accuracy related 3 by the manufacturer either as:
— f{he inaccuracy { i sterésis and non-repeatability) and the hysteresis; or
- the mea }

he non-lingg S| hich does not include hysteresis), the hystéresis

oCedures and precautions for the determination of dead band|

4.2.1 | Selection of ranges for test and preconditioning

Dead band is measured by using the same ranges and preconditioning as for the deter-
mination of accuracy related factors in 4.1.1 (table 1) and 4.1.2.

4.2.2 Measurement procedure

Unless the dead band is known to be insignificant, it shall be measured as follows. Dead
band shall be measured three times at each of three test points at 10 %, 50 % and 90 % of
span, by proceeding as follows:

a) slowly increase the input variable to the DUT until a detectable output change is
observed;
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b) noter la valeur de I’entrée;

c) réduire lentement la valeur de I'entrée jusqu'a observer un changement perceptible
de la valeur de sortie;

d) noter la valeur de I’'entrée.
On doit observer et noter les valeurs de sortie au moins trois fois, et de préférence cing
fois, pour un balayage de toute I'étendue dans chaque sens. La valeur de l'incrément de

variation du signal d'entrée (différence entre les points b) et d) ci-dessus) est la zone
d'insensibilité en ce point.

4.2.3 Présentation des résultat

vareur magimale de la
tréle idéal.

Dn doit présenter dans le rapport d'essai sous torme de tableau |
Zone d’insensibilité en chaque point d’essai, en pour-cent de l'i

E.

La valeur totale maximale doit étre indiquée comme la zone &

fda)

i la valeur de la zone d'insensibilité est spécifiée par le ur doit étre

indiquée & c6té de la valeur déterminée par l'essai.

§ Comportement dynamique

n

.1 Généralités

b comporte-

-6
(0]
—
—
@
he
o]
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@
Q.
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o
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=
3
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Q0
O
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c
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O
o

es signaux

Four les besoins
i de réponse

d’entrée sinusoidaux

dynamique
Ues signau; g ses mathé-
matiques, p caractérisa-
tion des pe

et donnent

1298-1, on

déptera pouf la majorité des matériels une seule valeur de charge de sortie ef un nombre

Il est évident que les données obtenues a partir des essais spécifiés a la fois avec des
signaux en échelon et des signaux sinusoidaux ne suffira pas pour décrire complétement
la non-linéarité du DE. Toutefois cette norme est destinée a fournir des données com-
parables pour identifier le comportement dynamique de dispositifs simples et pour donner
des indications qualitatives sur les dispositifs plus complexes. Dans des cas spéciaux, des
essais plus détaillés peuvent étre spécifiés dans le programme d’essais.

NOTE ~ Les charges de sortie spécifiées et les niveaux de signaux d'entrée sont suffisants pour obtenir
des données valables pour la plupart des conditions d'essai habituelles et des indications qualitatives
concernant I'effet de signaux inhabituels, importants et variables.
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b) note the input value;

c) slowly decrease the input until a detectable output change is observed;

d) note the input value.
It shall be necessary to observe and record the output values at least three times, and
preferably five times, over full range traverses in each direction. The increment through

which the input signal is varied (difference between b) and d) above) is the dead band at
this point.

4.2.3 Presentation of the results

The mdximum value of dead band at each test point, shail be tabuiated, ideal
input span, in the test report.

The m3ximum overall value shall be reported as the dead band of

If the dead band value is specified by the manufacture reported
beside [the value determined in the test.

5 Dypamic behaviour

5.1 General considerations

The ob hamic
performance of the DUTs in a uniform| co

For the purposes of this and” step input signals may be used for
dynamic response te

Sine wave tes > phical
solution of contro linear
systems.

Step tq i ent of the dead time, and give a qualitative evaluation of
the non-li

In ord arrive ata prdctical number of tests, in accordance with 5.2 of IEC 12981, for
the mdjority-of ‘equipment, only one value of output load and a minimum number of input
signal gonfigurations need be adopted.

It is realized that the data from the specified step and sine wave tests will not suffice to
describe completely non-linearities of the DUT. However, this standard is intended to give
comparable data useful to identify the dynamic behaviour of simple devices, and to give
qualitative indications for the more complex ones. In special cases, more detailed testing
may be specified in the test programme.

NOTE - The specified output loads and the levels of input signals are sufficient to give valid data for the
most usual test requirements, and qualitative indications on the effect of unusual large, changing signals.
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5.2 Procédure générale d’essai et précautions

On doit effectuer les essais en réglant l'intervalle & la moyenne approximative de
l'intervalle maximal et minimal, la valeur inférieure de I'étendue étant réglée approxima-
tivement au point milieu de la gamme de réglage admissible.

Si des fonctions réglables (par exemple filtres, amortisseurs) sont prévues pour modifier le
comportement dynamique du DE, les essais seront effectués en réglant ces commandes
de fagon a produire d’'abord leur effet minimal puis, si besoin est, leur effet maximal.

Pour les essais destinés a évaluer le comportement dynamique des dispositifs & sortie
électrique, on peut simuler une charge électrique de fagon réaliste en branchant un
cendensateur 0.1 uF aux bornes de la charge résistive, 4 moins guune autre valeur ne

bit spécifiée dans le programme d’essais.

[724

5|3 Réponse harmonique

gémnérateur de

jﬁ pas 20 %
re valable

‘une valeur
gain statique jusqu’'a une| fréquence
de 10 % de son amplitude {nitiale ou a

(7]

a

g e la sortie,
p
L e la fagon
s
ction de la
y fréquence

-

s graphiques permettent d’obtenir les données suivantes:

a) fréquence a laquelie le gain relatif est de 0,7;
b) fréquence a laquelle le déphasage est de 45°;
c) fréquence a laquelle le déphasage est de 90°;
d) gain maximal relatif, et fréquence et angle de déphasage correspondants.

NOTE - Les valeurs recommandées ci-dessus pour les étendues de fréquence et les échelons ne sont
pas valables pour les régulateurs (voir la CEl §46-1).
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5.2 General testing procedures and precautions

Testing shall be carried out with the span adjusted to the approximate mean of the
maximum and minimum span, and with the lower range value set approximately at the
mid-point of its permissible range of adjustment.

If there are adjustable functions (e.g., filters, dampers) provided to modify the dynamic
behaviour of the DUT, tests shall be carried out with these adjustments set to have first
their minimum and then, if required, their maximum effects.

For tests to assess the dynamic behaviour of devices with an electrical output, a realistic
load on the electrical output may be simulated by the connection of a 0,1 uF capacitor
acrossrthe—resistive A : is-specified-i S ,

5.3 HArequency response

A sinugoidal signal shall be applied by a function generatg

The pe % of span, but
shall b ' [ } istogtion or saturafion of

The fr ing innincrements, from an initial|value
low ei 3 er frequency at which the oufput is
attenu 300°.
At leas sly at
each fi
The res 2):

- loga-

rith

— y on a

b)
¢) the frequency at which the phase lag is 90°;

hefrequency at which the phase lag is 45°;

d) the maximum relative gain, and the corresponding frequency and phase angle.

NOTE - The above recommended ranges of frequency and steps are not valid for controllers (see IEC 546-1).
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5.4 Réponse indicielle

On doit appliquer a I'entrée du DE une série de variations en échelon. Le temps de
montée de 'entrée indicielle doit étre faible par rapport au temps de réponse du DE.

L’échelon d’entrée et la réponse de sortie doivent étre enregistrés simuttanément.

On doit appliquer les échelons d’entrée suivants:

— un échelon correspondant & 80 % de l'intervalle de sortie, provoquant une variation
de la grandeur de sortie de 10 % a 90 %, puis une autre de 90 % a 10 %.

- des échelons correspondant a 10 % de P'étendue de sortie, provoquant des vari-

(@)

b sa valeur
{blissement)
et du taux

-

Q T

b dépassement (voir figure 3).

NOTE - |l peut également étre utile de mesurer le temyp de temps.

6| Caractéristique fonctionn

1  Généralités

ent la mise sous tension du DE. Ces
: ¢ de gain réglé sensiblement & la valeur
moyenne de l'infe aXi Aini a valeur inférieure de 'étendue étant réglée
imati eu de_sa plage de reg!age admissible. D’autrgs réglages

6
S
ep
a
p

dispositifs & entrée en tension ou en courant consiste a déter-
effective présentée aux signaux d’entrée continus aux borngs d’entrée

Q30 o]

essaiesteffectué a 100 % du niveau d’entrée au moyen du montage d’essai|représenté
lafigure 4.

o -
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5.4 Step response

A series of step changes shall be applied to the input of the DUT. The rise time of the step
input shall be small compared with response time of the DUT.

Input step and output response shall be recorded together.

The following input steps shall be applied:

—~ a step corresponding to 80 % of output span, giving an output change from 10 % to
90 %, then another from 90 % to 10 %;

— steps, corresponding to 10 % output span, giving output changes up and down as

follows:
5 % to 15 %; 45 % to 55 %; and 85 % to 95 %.

The time for the output to reach and remain within 1 % of outpu teady
value r(’Eettling time) shall be measured for each test condition time
and trapsient overshot, if any, shall be stated (see figure 3).

NOTE - Measurement of step response time, or time constant, maya
6 Funpctional characteristic
6.1 General
Only s¢ d out
with th Ispan,
and wi fange
of adju
6.2 I
This te bctive
resista
The tes
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Gain Gain
1,0
d)
/\ o
1,0
0,7
d) a) Fréquence \\> Fréquence
Déphasage Déphasage
0 0
45 4 /(7 /C)
d) . U
90 0 Q
/\ b/\ \x
b) C)\>équence b) Fréquence
CEl 665195

Fig 2 — Deux exemples de réponse harmonique



https://iecnorm.com/api/?name=7590313a04f1a47d10512327aca79354

1298-2 © IEC:1995

~-33-
Gain Gain
1,0
d)
/ 0'7
1,0
0,7
d) a) Frequency \ a)\>requency
Phase angle Phase angle
0 [~ 0
N\ JAN
45 45
N U
X N
90 90

o)

SR

N\
Wy
Rigulre Two examples of frequency response

b) c) Frequency

1IEC 665195
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Echelon d'entrée destiné
a produire la réponse en sortie

»
-

Temps

Réponse _
Taux de ) de-3pécifie t 1 %
% de la variation dépassement Pétend
de la sortie
Valeur finale
permanente A\
100 % \\<\—~
90 % \ E !
Temps %
mort Temp
10% - ‘F de mentée
~ \ :%}onse: dicielle Temps
PN Durég d’établissement
Réponse @'tie 4
Valsyr fingle de
*ég\m\ rmanent + -1%
1 s\/
% /
-
Femps
mort
-« »| Constante de temps Temps
Durée d'établissement _
o CEl 666195

Figure 3 - Deux exemples de réponse & une entrée variable par échelon
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Input signal
A
Input step to produce required
output response
Y >
Time
Rejponse -
Transient 2 pecifiedband<t 1|%
% of| output overshoot n
charlge .
Final steady
output
100 % P Y N
\ X
N
Dead
time
10 % i >
DN A Timp
< \l >
< (N -
Output res'pons<> \>
Finaksteady sta
N;e 1%
100 ‘< \/
3 \\/
Bead
time
>
-« Time constant Time
Settling time -~
g IEC 66695

Figure 3 — Two examples of responses to a step input


https://iecnorm.com/api/?name=7590313a04f1a47d10512327aca79354

- 36 - 1298-2 © CEI: 1995

Voltmétre
ac.c.
A
‘ E(S
s %
ource . -
A L £ | Dispositit
de signal in .
. en essai
d’entrée

CEI 667195

itjd’entrée du
Brie, puis la
de la formule

Pssais ainsi
sécurité du
line spécifi-
ncernant la
-1. |Ces essais

grminer le degré d’isolement des circuits par rapport a I'erfjveloppe du

b sécurité intrinséque lorsqu’il est soumis & des tensions relativement

£

glevées entre es circuits et I'enveloppe.

L’isolation du dispositif doit assurer une rigidité diélectrique suffisante pour empécher le
claquage et une résistance diélectrique suffisante pour éviter des courants de fuite
excessifs ou un claquage thermique.

Avant d’exécuter les essais de type sur I'isolement, il faut stocker le dispositif pendant 4 h
dans une chambre séche & une température de 32 °C 4 38 °C (42 °C a4 48 °C pour un
dispositif tropicalisé puis de la maintenir pendant 24 h a la méme température mais avec
une humidité relative de 90 % a 95 %, cette humidité étant maintenue durant les essais
suivants. Les essais doivent étre exécutés dans ces conditions d’humidité relative élevée.
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DC
voltmeter
A
A Ers
A
In .
i pnuatl L E Device
g " | under test
source

1EC 667195

The ted it of
the dey nade,
the ac ance
calculated from the formula:

R, = E, (RJE

whele

ey

a | is the input resistance in oh

R, | is the series resistance in ohms;
E,, | is the voltage input signal of the DU in
E . | is the voltage drop across tt eriesyresistance in volts.

6.3 Ipsulation oi ele
6.3.1 |General [

These 3 ety checks. Their inclusion is not intended as a fprmal
assess Re eguipment, nor are the required test results intended as a
design | consideration of the safety aspects of the design of
equip be made to IEC 1010-1. The tests determine the degree of

om the enclosure of the device, and its inherent safety when

d torelatively high voltages between circuits and enclosure.

subject

The ingulation of the device shall be adequate to give a sufficient dielectric strength to
prevent breakdown, and a sufficient dielecirnc resisiance 10 preveni excessive leakage
currents, or thermal breakdown.

Before type tests on insulation are performed, the device shall be stored for 4 h in a dry
chamber with a temperature of 32 °C to 38 °C (for a tropicalized device, 42 °C to 48 °C)
followed by a 24 h storage at the same temperature, but with a relative humidity of 80 %
to 95 %; this humidity should be maintained during the subsequent tests. Tests shall be
performed under these conditions of high relative humidity.
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6.3.2 Résistance d’isolement

Le DE est installé pour un fonctionnement normal. La résistance d’isolement de chaque
circuit d’entrée et de sortie doit étre mesurée si le circuit est isolé de la masse. L’essai est
effectué sur le DE hors tension en appliquant une tension d’essai continue entre succes-
sivement les bornes court-circuitées de I'entrée, de la sortie et de I'alimentation d'une part
et I'enveloppe reliée a la masse d'autre part.

Pour éviter les surtensions, on doit augmenter la tension d’essai progressivement jusqu’a
sa valeur maximale, et & la fin de la période d’essai, la diminuer progressivement. Sauf
stipulation contraire, la tension d’essai continue nominale sera égale & 500 V.

fgation de la

valeur efficace de la tension d’essai doit étre détermj 8k aleur de la
tension nominale (ou de la tension d’isolement) du Dt 5 (1 ou ) de
3 appliquée,

les bornes
lant chaque
étre reliés

\"F?sion assignée ou Tensi . .
nsion d'isolement ension f*essa'
c.a. efficace

c.c. ou c.a. efficace

\ kV
<60 0,50
60-250 1,50
<60 0,75
60-250 3,00

L 4ension d€ssai doit étre augmentée progressivement jusqu'd sa valeur spécifiée en
i itoi i : s ma & la valeur

Aucun claquage ou contournement ne doit se produire pendant I'essai.

6.4 Consommation
6.4.1 Consommation électrique

Cet essai doit étre effectué dans les conditions d’'entrée et de charge pour lesquelles la
consommation du DE est maximale.
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6.3.2 Insulation resistance

The DUT shall be set up for normal operation. The insulation resistance of each input and
output circuit shall be measured if it is insulated from earth. The test shall be carried out
on the unpowered DUT by applying the d.c. test voltage between the short-circuited input,
output, or power supply terminals in turn and the enclosure connected to ground.

To avoid voltage surge, the applied test voltage shall be raised to its full value graddally,
and, upon completion of the test period, shall then be reduced gradually. Unless otherwise
agreed, the nominal d.c. test voitage shall be 500 V.

After application of the full test voltage for at least 30 s, the value of insulation resistance
shall bg-repotted:

6.3.3 |Dielectric strength

The r.m.s. value of test voltage shall be determined by refere rated
voltagq (or insulation voitage) of the DUT and safety clas gifie hanu-
facturef (see table 4). With the DUT unpowered, and the e lipa itted, the test
voltage shall be applied, between the input, output, grid pow Y i h and

earth. During every test, the case and terminals npt dire { 5 lected
togethgr and earthed.

The test voltage shall be a substant i Q grnating voltage with a frequiency
between 45 Hz and 65 Hz (mains frequ

Ta e 4 — Diel St voltages
Rat Test volt
est voltage
Safety clas latl voltage
Q C. r.m.s a.c. r.m.s.
kV
<60 0,50
60-250 1,50
<60 0,75
60-250 3,00
The te$ shal be raised gradually to its specified value, and by using such|steps
that ng i transients occur, and shall then be maintained at the specified level

for 1 min

During the test, no breakdown or flashover shall occur.

6.4 Power consumption
6.4.1  Electrical power consumption

This test shall be conducted at the input and load conditions which produce the maximum
power consumption of the DUT.
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Si l'alimentation est faite en courant alternatif, on doit mesurer la consommation en
volt-ampéres en tenant compte des mesures de valeurs efficaces. La mesure doit étre
effectuée & ia tension et & la fréquence nominales et & la tension maximale et a la
fréquence minimale spécifiées par le fabricant pour I'alimentation.

Si 'alimentation est faite en courant continu, la consommation en watts doit étre mesurée
a la tension d’alimentation nominale.

6.4.2 Consommation d’air

Cet essai est effectué en mesurant la consommation d’air du DE dans des conditions
d'entrée-enrégime-permanent; la-sortio-étant relide 3 un volume étanche pour u'il n y ait

T T oI T U g o P oo oTT

pas d’écoulement d’air a la sortie.

O doit mesurer et enregistrer la consommation d’air pour I8 r dentrée gi entraine

la consommation maximale, & la pression d’alimentation

La consommation doit étre indiquée dans le rappo \ s les conditions de

65 Ondulation de sortie d’'un g

Les valeurs créte & créte maxims 3 ) ante a/la fréquence principale de toute
ohdulation de la sortie doit étre e : des signaux d’entrée ¢e 10 % et
de 90 %, a charge minimale et

[ 2 2

sortie et la

-

br d’intervalle
ent'de gaitnn'affectant que I'échelle d’entrée et non la forme de la caractéristique de débit ou
8s de débit) et pour une seule valeur recommandée de la pression d’entrde. Si cela est
ssi les valeurs de débit fourni/évacué aux pressions d'alimentation| maximale et

ll|est recommandé de prévoir des moyens pour fournir et mesurer I'air entranf{ ou sortant

1 1 4 al e Il 3 o $iceva B
detacamalisationde SUTHT, LU e Tiuan e ia nygurcJs

Il convient de veiller & ce que la disposition de la tuyauterie n’ait pas de répercussion sur
les résultats, et notamment d’éviter les tuyaux de grandes longueurs et de petit diametre.
La capacité de débit du régulateur utilisé pour I'essai doit étre supérieure au debit
maximal fourni par le DE tel que spécifié par le fabricant.
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If the power is a.c.,

the voltamperes consumed shall be measured, taking into account

measurements of effective (r.m.s.) values. The measurement shall be made at the nominal
voltage and frequency, and at the maximum voltage and minimum frequency specified by
the manufacturer for the supply.

If the power is d.c., the watts consumed shall be measured at nominal supply voltage.

6.4.2

Air consumption

This test |s made by measuring the air consumptxon of the DUT at steady- state input con-

ditions

output.

The aif consumption shall be measured, and recorded at the inp
the makimum consumption, at nominal supply pressure.

The co

6.5 (

hsumption shall be recorded in m3/h (at reference cop

The maximum peak-to-peak values, and the p y component of any

conten

both m

m the

fluces

ripple

% and 90 % input sigrjals at

6.6 Ai

6.6.1

The ai it air-

flow arn
NOT [since a
chan airflow
valugs If required, the maximum
delivp supply
pres

Means|tofeed and measure air into or out of the output line should be installed, as ghown

in figure-5-

Ensure the piping arrangement does not affect the results. In particular, avoid long lengths
and narrow bore of pipes, and ensure the flow capacity of the supply pressure regulator
used in the test is larger than the maximum delivered flow of the DUT specified by the
manufacturer.
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